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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

Premiére partie: Informations générales, valeurs normalisées et conditions d’essais

Chapitre I: Informations générales et valeurs normalisées
Chapitre I1: Conditions d’essais
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Le rapport devateandiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti a 'approbafion de cette
norme.
Les publications suivantes de la CE I sont citées dans la présente norme:
Puplications n% 68: Essais d’environnement.
68-1 (1988): Premiére partie- Généralités et onide

68-2-1 (1974): Deuxiéme partie: Essais — Essais A: Froid.
68-2-2 (1974): Essais B: Chaleur séche.

68-2-3 (1969): Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
68-2-6 (1982): Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoidales).
68-2-7 (1983): Essai Ga et guide: Accélération constante.
68-2-10 (1984): Essai J: Moisissures.

68-2-13 (1983): Essai M: Basse pression atmosphérique.
68-2-14 (1984): Essai N: Variations de température.
68-2-17 (1978): Essai Q: Etanchéité.

68-2-20 (1979): Essai T: Soudure.

68-2-21 (1983): Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation.
68-2-27 (1987): Essai Ea et guide: Chocs.

68-2-29 (1987): Essai Eb et guide: Secousses.

68-2-30 (1980): Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS

Part 1: General information, standard values and test conditions
Chapter I: General information and standard values
Chapter II: Test conditions

EQREWORD

1) The foral decisions or agreements of the IEC on technical maitters, prepared by Technical Com National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an i f opinion
on the fubjects dealt with.

2) They hpve the form of recommendations for international use and they are accepe s in that
sense.

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses the wish that g : ould adopt the text of
the IE( recommendation for their national rules in so far as national conditionswill pe the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as p6ssib exbe tle

This staj ittee\ : Piezoelectric devices for frequency control 4nd selec-
tion.

It consti series of
publicatior

This stagdard also incorporates I

Part 2: (suide to the use of s

Part 3: Standard ouCha ter [V) i€ i

The text|of this standard i

\\Q(Wule Report on Voting
}%CO)184 49(C0O)193

Full info i ting fox the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above
table.

The follow feations are quoted in this standard :

Publichtigns Nos. 68: Environmental tésting.
68-1 (1988): Part 1: General and guidance

68-2-1 (1974): Part 2: Tests — Tests A: Cold.

68-2-2 (1974): Tests B: Dry heat.

68-2-3 (1969): Test Ca: Damp heat, steady state.

68-2-6 (1982): Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal).

68-2-7 (1983): Test Ga and guidance: Acceleration, steady state.

68-2-10 (1984): Test J: Mould growth.

68-2-13 (1983): Test M: Low air pressure.

68-2-14 (1984): Test N: Change of temperature.

68-2-17 (1978): Test Q: Sealing.

68-2-20 (1979): Test T: Soldering.

68-2-21 (1983): Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices.
68-2-27 (1987): Test Ea and guidance: Shock.

68-2-29 (1987): Test Eb and guidance: Bump.

68-2-30 (1980): Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle).
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FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

Premiére partie: Informations générales, valeurs normalisées
“et conditions d’essais

CHAPITRE I: INFORMATIONS GENERALES ET VALEURS NORMALISEES

1 Domaine d’applicati

La présente norme est applicable aux filtres 2 ondes acoustiques d

produits de consommation.
La Publication 68 de la CEI doit étre utilisée conjointemer
Cette norme donne des informations générales et les mé

derniéres feront foi.

2 Objet

3 Te

3.1 ¢

3.2 Fi

Filtre
transducteurin
un. transducteur récepteur.

S) Jlestinés a
ddar et les

liéres, ces

réc atioh des propriétés mécaniques, élegtrigues et
es-methodes d’essais; recommander des valeurs ngrmalisées

opageant le long de la surface d’un substrat ¢lastique et dont ’hmplitude

qui est\caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement engendfée par un
terdigité, se propageant le long de la surface d’un substrat avant d’étre dgtectée par

3.3 Vecteur de flux d’énergie

Vecteur caractérisant la propagation de I’énergie d’une onde acoustique de surface et analogue au

vecteur de Poynting.

3.4 Vecteur de propagation
Vecteur caractérisant la propagation de la phase d’une onde.

3.5 Angle de flux d’énergie
Angle entre le vecteur de flux d’énergie et le vecteur de propagation.
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SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS

Part 1: General information, standard values
and test conditions

CHAPTER I: GENERAL INFORMATION AND STANDARD VALUES

1 Scope

This standard relates to surface acoustic wave (SAW) filters for use j dnitations,

measuring equipment, radar systems and consumer products.

This standard gives general information and general methods con gmed nts and tests

¢ tequirements for each
te

In case of conflict between these specificatio e vill take
precedence.

2 Object

fical, electrical and climatic properties of

S/ endations for standard values and to give

gy

3 Gen

3.1 Sy

along a surface of an elastic substrate, whose amplitude decays
ex

3.2 Sy

ttlansducer and. pfopagates along a substrate surface to a receiving transducer.

3.3 Power flow vector

A vector, analogous to a Poynting vector, characterizing energy propagation caused by a surface
acoustic wave.

3.4 Propagation vector

A vector characterizing the phase progression of a wave.

3.5 Power flow angle
The angle between the direction of power flow vector and the direction of propagation vector.
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3.6 Guidage du faisceau d’OAS

Phénoméne de propagation des OAS dans les matériaux anisotropiques, caractérisé par un angle
de flux d’énergie différent de zéro.

3.7 Diffraction de 'OAS

Phénomeénes (analogues 4 la diffraction de la lumiére d’une source d’ouverture finie) provoquant
un étalement du faisceau d’OAS et une distorsion du front d’onde.

3.8 Coefficient de couplage de OAS (k)
Le coefficient de codplage électromécanique est défini ainsi:

kg=7|é!|
1

ou:

AV est la variation relative de vitesse produite en court-circuitant le potentielde ace artir de Ytat a circuit

vV ouvert

3.9 TYransducteur interdigité (TID)
c;fe sur un

ique ou
réciproquement.
3.10
3.11 | Transducteur multiphsa

Transducteur interdigité z : es phases

3.12 | Doigt <>
Elément d’u

3.13

3.14

3.15 |Barre de raccordement

Electrode commune reliant chacun des doigts entre eux et destinée a connecter le filtre au circuit
externe.

3.16 Transducteur a réponse pondérée

Transducteur dont la structure est congue pour produire une réponse impulsionnelle spécifiée.
Voir les paragraphes 3.17 a 3.22.

3.17 Emboitement des doigts ou robustesse de la source

Position relative d’une paire de doigts; c’est dans la longueur d’emboitement seule qu’est
engendrée I'interaction électromécanique.
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3.7

3.8

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17
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SAW beam steering
SAW propagation phenomenon in anisotropic materials described by an angle of power flow,
which is not zero.
SAW diffraction
A phenomenon (analogous to diffraction of light from a source of finite aperture) which causes
SAW beam spreading and wave front distortion.
SAW coupling coefficient (kg
SAW electromechanical coupling coefficient is defined as follows:

Jo=2 | Av |
3 | v |
where:
% is the relative velocity change produced by short-circuiting the surface potential fro iréul gtion

Interdigital transducer (IDT)

pelectric

1%

Wnidirectional interdigital transduger {C
a single
djrection.

Multiphase transduce
An interdigital tran i V phases.

Finger
An element ¢

Bus bar

A common electrode which connects individual fingers together and also connects the filter to an
external circuit.

Weighted-response transducer

A transducer intended to produce a specified impulse response by design of the structure. See, for
example, Sub-clauses 3.17 to 3.22.

Finger overlap or source strength

The length of a finger pair between which only electromechanical interaction is generated.
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3.18 Apodisation

Pondération produite par modification(s) de la longueur d’emboitement des doigts dans la
longueur du TID. ’

3.19 Pondération par suppression

Pondération par suppression des doigts ou des sources.

320 Pondération capacitive

Pondération par variation de la capacité interélectrodes.

3.21 Pondération serie

Pondération par découpe d’un doigt en elements individuels ayant un couplage capagitif entre
ux. Les éléments peuvent étre séparés de la barre de raccordement.

3.22 |Pondération par la phase

3.23 |Ouverture

Largeur normalisée du faisceau ’OAS engendré
d’onde correspondante.

3.24 | Coupleur multibande (CMB)

’'une voie

3.25

eriodiques

3.26
s bords du

3.27

in de pro-

3.28

Signaux indésirables causés par une excitation des ondes de volume, détectés en sortie du
filtre. '

3.29 Signaux de couplage direct (signaux d’interférences électromagnétiques)

Signaux indésirables, provenant de I'entrée et apparaissant a la sortie du filtre, dus aux capacités
parasites et autres couplages électromagnétiques. '

3.30 Striures de suppression

Sillons gravés sur la face inactive du substrat, destinés a supprimer les signaux des ondes de
volume.
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3.18 Apodization
Weighting produced by the change of finger overlap over the length of the IDT.

3.19 Withdrawal weighting
Weighting by removal of fingers or sources.

3.20 Capacitive weighting
Weighting by change of capacitance between electrodes.

3.21 Series weighting

Alelan atedlla en avala nge nto-i1ndg a

them. The elements may be separated from the bus bar.

3.22 Phase weighting
Weighting by change in period of finger arrangement inside th¢

3.23  Aperture

Normalized beamwidth of the SAW generated at
corresponding wavelength.

3.24  Multistrip coupler (MSC)

t
track.

=]

3.25 Rgflector

by a metal strip a

3.26 Spurious r@@o

[Unwanted sign

electrodes.

3.27 T

3.28 Blulk wave signals

to the

[djacent

rovided

dges or

Detween

Unwanted signals caused by bulk wave excitation, detected at the filter output.

3.29 Feed through signals (signals of electromagnetic interference)

Unwanted signals from the input appearing at the filter output due to stray capacitances and other

electromagnetic couplings.

3.30 Suppression corrugation
Grooves in the non-active side of a substrate for suppressing bulk wave signals.
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3.31 Absorbant acoustique

Matériau de fort affaiblissement des ondes acoustiques placé en certains endroits du substrat 4
I’effet d’absorber 1’énergie acoustique.

3.32 Electrode écran v
Electrode destinée a réduire les signaux dus aux interférences électromagnétiques.

4" Caractéristiques de réponse

4.1 Fréquence nominale

42 F

réquence centrale
Moyenne arithmétique des fréquences de coupure.

4.3 Fréquence de référence

Fréquence définie par la spécification et qui est prise pour d’aytres fré-

quences.

4.4 Fréquence de coupure

spécifiée.
4.5 A
Rapport logarithmigoe issa : ible e le filtre
4l OAS transmet a une ‘ X lans cifiées.

4.6 Affaiblissement d’

Rappo: ari
Ifinsertion d

transmise directement & I'impédance de change avant
ise a I'impédance de charge aprés I'insertion dy filtre.

4.7 4

48 Affai

=

Eférence.

4.9 Bawde passante
Bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou inférieur a celui qui est
spécifié.
4.10 Largeur de bande passante

Intervalle des fréquences entre lesquelles I’affaiblissement relatif est égal ou inférieur a celui qui
est spécifié. '

4.11 Ondulation dans la bande passante
-Variation maximale des caractéristiques de I’affaiblissement dans la bande passante spécifiée.
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3.31 Acoustic absorber

Material with high acoustic loss placed on any part of the substrate for acoustic absorption
purposes.

3.32 Shielding electrode
An electrode intended for the reduction of electromagnetic interference signals.

4 Response characteristics

4.1 Nominal Sfrequency

" . 4 4 ~ o < po - . .o Y te =3
trefrequency givenr by the mmarmufactureror-the specification to identify fiic iHer.

4.2 Centre ﬁeqdency

Arithmetic mean of thé cut-off frequencies.

4.3 Reference frequency
A frequency defined by the specification to which other

4.4 Cuf-off frequency
A frequency of the pass band at

4.5 Tolal power loss

W filter

[he logarithmic ratioof the ayai

rtion of

ference

4.9 Passband

A band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or less than a specified
value.

4.10 Pass bandwidth

The separation of frequencies between which the relative attenuation is e(jual to orless thana
specified value.

4.11 Pass-band ripple
The maximum variation in attenuation characteristics within a specified pass band.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23
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Ondulation A’ ETT

Variation maximale des caractéristiques de I'affaiblissement causée par ETT dans la bande
passante spécifiée.

Affaiblissement d’insertion minimal
Valeur minimale de I’affaiblissement d’insertion dans la bande passante.

Bande atténuéee

Bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a une valeur
spécifiée.

Largeur de bande atténuée

Intervalle des fréquences entre lesquelles I’affaiblissement relatif es érfeur 4 une

valeur spécifiée.

Facteur de forme
Rapport des deux largeurs de bande pour les valeurs spécifi¢es d’affaibli tif.

Retard de groupe

Temps égal a la dérivée premiére du déphasage
pulsation.

pport a la

Retard de groupe nominal

Différence entre {a vale as le une bande

Fi réquen@
Fréquen

spécifiée.

ine valeur

e atténuée
adjacente.

‘Coefficient de réflexion

Mesure sans dimension du degré de déréglage entre les deux impédances Z, et Z,, donnée par
Pexpression:

I Z, — Z,
Z, + Z,

ou:

Z, et Z, représentent respectivement I'impédance d’entrée et celle de la source ou I'impédance de sortie et celle de la
charge
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4.12

413

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

423

TTE ripple
The maximum variation in attenuation characteristics caused by TTE within a specified pass
band.

Minimum insertion attenuation

The minimum value of insertion attenuation in the pass band.

Stop band

A band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or greater than a specified
value.

tanbhanduwidih

UP UUrile 'V:MLI&

The separation of frequencies between which the relative attenuation igegqual to grezlter than
a specified value.
Shape factor

The ratio of the two bandwidths at specified values of the relative attsguation:
Group delay

The time equal to the first derivative of the pha$ 2ns, bejween these points with
rgspect to the angular frequency.
Nominal group delay

The group delay at a specified referen
Group delay distortion

The difference bet the ; alue of group delay in a specified flequency
bpnd.
Trap freq

A specified fré ! ich\the Yelative attenuation is equal to or greater than a fpecified
vialue.

itenuation at a specified trap frequency.
equiencies between the cut-off frequency and the nearest point of the adjafent stop

ltland
Reflection coefficient

A dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances Z, and Z;, given by
the expression: '

| Za_Zb
Z, + 7

where:

Z, and Z, represent respectively the input and source impedance or the output and load impedance
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4.24

4.25

4.26

427

4.28

4.29

4.30

431

4.32

4.33
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Affaiblissement d’écho
Valeur réciproque du module du coefficient de réflexion, donnée en décibels. Elle est quanti-

tativement égale a:

Z, + Z

2010 _—
5 Z, — Zy,

dB

Suppression du signal de l'onde réfléchie

. Affaiblissement relatif des signaux indésirables provoqués par la réflexion des OAS ou des ondes
de volume sur les bords du substrat ou les électrodes dans un intervalle de temps spécifié.

Suppression des signaux de couplage direct

Affaiblissement relatif qui implique la suppression des signaux couplés directement,par le cou-
plage électromagnétique et électrostatique entre les électrodes d’entrég et d i

Réponse indésirable
Réponse autre que celle associée au mode de vibration

Niveau d’entrée

Niveau de puissance, de tension ou de co Itre.

Niveau de sortie

Niveau nominal
Niveau de puissa Ctéristiques
sont spécifiées.

Impéda’
Impédance P

‘minée par

Impédn uce dexcharge (impédance aux bornes)

Chacune des impédances présentées au filtre par la source ou par la charge.

4.34

Puissance disponible

Puissance maximale qui peut étre obtenue d’une source donnée par un réglage optimal de
I'impédance de charge.

5 Termes concernant les filtres 3 OAS

5.1

Filtre transversal

Filtre composé de transducteurs interdigités d’entrée et de sortie sur un substrat piézoélectrique.
La réponse de fréquence du filtre est fondamentalement donnée par la réponse impulsionnelle du
transducteur.


https://iecnorm.com/api/?name=fc4586ddd76f868df0dbddf786a6d8d0

862-1 © IEC - 19 —

424 Retur'n attenuation

The value of the reciprocal of modulus of the reflection coefficient, expressed in decibels.

Quantitatively it is equal to:
Z,+ Zy

— —|dB
Z,— Zy

20 log

4.25 Reflected wave signal suppression

The relative attenuation of unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from

substrate edges or electrodes within a specified time window.

4.26 Feedthrough signal suppression

The relative attenuation which implies the suppression of directly douple
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4.27 Unwanted response

A response other than that associated with the mode of
tjon.

4.28 [Input level
The power, voltage or current level applied to

4.29 Putput level
430 [Nominal level

4.31 |nput im@ce
Impedance  prt

specified load

4.32

4.33
Either of thé impedances presented to the filter by the source or by the load.

of a filter.

ignals by the

applica-

The power, voltage : he performance measurement is specified.

ited by a

4.34 Available power

The maximum power obtainable from a given source by suitable adjustment of the load

impedance.
5 SAW filter related terms

5.1 Transversal filter

A filter consisting of input and output interdigital transducers on a piezoelectric substrate.
The frequency response of the filter is fundamentally given by the impulse response of the

transducer.
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5.2 Filtre a fréquence symétrique

Filtre dont la caraétéristique de fréquence est symétrique par rapport a la fréquence de
référence.

5.3 Filtre a fréquence dissymétrique

Filtre dont les caractéristiques de la bande passante ou de la bande atténuée spécifiée sont
dissymétriques par rapport a la fréquence de référence.

5.4 Filtre dispersif

Filtre congu de fagon que le retard de groupe soit une fonction de la fréquence, habituellement
par changement de la périodicité des doigts.

5.5 Hiltre en peigne
Filtre ayant deux bandes passantes ou plus entre trois bandes attén

5.6 Hiltre a résonateurs

Filtre dans lequel deux ou plusieurs résonateurs a OAS s

0
-
=
Q
£
[
(723
N — o
= © o
2 £ \ £
g \ NG
< © 2 %:;
g2
L__x T3
L 54
= o
©
33
—_ : 'g c 5y
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2 5 AN S S S 2
& L =
& Bande passante Affaiblissement g
2 spécifiée °
= ©
L
2 g
N ~ M 8
Retard de
groupe B
7 3
yi 4, 53 A1
oD o
: ¢s3 2
. 295 ©
Bande atténuée 259 . g E
spécifiée avo Fréquence ZE
de o c
référence
0
Fréquence Fréquence Fréquence
de coupure centrale de coupure Fréquence (MHz) ——»—
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FIGURE 1. — Réponse de fréquence d’un filtre & OAS.
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52 Frequency symmetrical filter

A filter having a symmetrical frequency characteristic in relation to the reference frequency..

5.3 Frequency asymmietrical filter

A filter having a specified asymmetrical pass-band or stop-band characteristic in relation to the
reference frequency.

5.4 Dispersive filter

A filter designed so as to have group delay which is a function of frequency, usually by varying
the finger periodicity.

5.5 Comb filter

A filter having two or more pass bands between three or more stop\bands.

5.6 Resonator filter

A filter in which one or more SAW resonators are incorpQrate

N0

Minimum

/ﬁattenuatlon

5
c
®
3 £ o
28
| &2
K7
5 SN S S El
s g
5 Specified pass Attenuation B
2 band s
©
3 o
g, (G]
| T, i
' Group delay >
. @
Il & Wil e
35S 3
ot o
Specified g g E
stop band [CRES] £
Reference o
2
/ frequency
0.
Cut-off Centre Cut-off
frequency frequency frequency Frequency (MHz) ———e—

082/89

FIGURE 1. — Frequency response of a SAW filter.
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6 Valeurs normalisées

6.1 Valeurs normalisées de la fréquence nominale

6.1.1 Valeurs normalisées de la fréquence nominale pour utilisation dans les communications et dans les

radars
10,7 MHz 120 MHz 280 MHz
30 MHz 140 MHz 300 MHz
60 MHz 150 MHz 877,5 MHz
70 MHz 160 MHz 932,5 MHz

6.1.2 |Valeurs normalisées de la fréquence nominale pour application dans les filtres de)fréquence
intermédiaire pour TV

32,7 MHz
36,875 MHz
37,0 MHz
38,0 MHz

6.2 ant la-targeur de la bande passant

N

6.3

64 1 dg suppression d’un signal ETT
30dB
35dB
40dB
45 dB

6.5 Gammes normalisées de températures de fonctionnement, en degrés Celsius (°C)

—20a +70

—203 +50 .

—10a +60
0a+60

Note. — D’autres gammes de températures peuvent étre utilisées, mais il convient que la plus basse température ne soit pas
inférieure & —60 °C et que la température la plus élevée ne soit pas supérieure a 125 °C.
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6 Standard values

6.1 Standard nominal frequency values

6.1.1 Standard nominal frequency values for use in communications and radar applications

10,7 MHz 120 MHz 280 MHz
30 MHz 140 MHz 300 MHz

60 MHz 150 MHz 877,5 MHz
70 MHz 160 MHz 932,5 MHz

6.1.2 Standard nominal freqitency values for use in TV-IF applications

32,7 MHz
36,875 MHz
37,0 MHz
38,0 MHz

6.2 Standard relative attenuation values spesi

6.3 Sthandard pc@zn

Mppression

30dB
35dB

40 1N
FUUD

45 dB

6.5 Standard operating temperature ranges, in degrees Celsius (°C)

—20to +70
—20to +50
—10 to +60

0to +60

Note. — Other temperature ranges may be used but the lowest temperature should be not lower than —60 °C and the highest
temperature should not exceed 125 °C.
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6.6 Catégorie climatique normale
(Voir chapitre II, article 17, et Publication 68-1 de la CEI, annexe A.)
40/085/56 '

Note. — Pour les exigences ou la gamme de températures de fonctionnement des filtres est supérieure a une gamme comprise
entre —40°C et +85°C, il convient de spécifier une catégorie climatique plus sévére dans la spécification
particuliére.

7 Marquage
Chaque filtre doit porter de fagon lisible et indélébile les indications suivantes:

a) fréquence nominale;
igi de fabri-

4 dIrquca Orig)

que);
r) toute autre information nécessaire pour définir complétement le filtre
Note. — Pour les enveloppes microminiatures, ce marquage peut étre remplacé par Page
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6.6 Standard climatic category
(See Chapter 11, Clause 17, and IEC Publication 68-1, Appendix A.)
40/085/56

Note. — For requirements where the operating temperature range of the filters is broader than —40 °C to +85 °C, a more
severe climatic category shall be specified in the detail specification.

7 Marking
Each filter shall have the following information indelibly and legibly marked upon it:

a) nominal frequency;

b)

¢/| any other information necessary to provide a complete definition

Ndte. — For microminiature enclosures, the marking may be replaced by an alte:
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CHAPITRE II: CONDITIONS D’ESSAIS

Généralités

Les articles 4 a 6 détaillent les méthodes de mesure permettant de juger des caractéristiques

électriques d’un filtre dans les conditions de réception.

Les articles 7 a 20 détaillent les essais destinés a vérifier aptitude d’un filtre 4 maintenir ses
caractéristiques électriques aprés une certaine période d’utilisation. Les articles 7 et 8 détaillent les
essais d’étanchéité et de stockage. Les articles 10 4 20 donnent une liste des essais mécaniques et

climatiques de la Publication 68 de la CEI appropriés aux filtres.

Aprés ces essais et si on le spécifie au cours de ceux-ci, les spécimens oivent.étrec
répondre aux exigences des caractéristiques électriques.

hpables de

possibles

et ordre de leur exécution. Elle peut &tre utilisée comme 11s fir un pro-
gramme d’essais de type adapté a un cas particulier; il convignt alo e entk compte [des points

suivants:
— exigences électriques;
— essais a effectuer et ordre de leur exécution

— sévérité des essais;

si tous les

ipements ni

ptmosphé-
C a 35°C;

un temps

prmale, les
gmbiante a

Nofes — Pendant les mesures, il convient de ne pas soumettre les filtres 4 des conditions susceptibles de fauss¢r les résultats

A
aCSMCSures:

3 Examen visuel et contréle des dimensions

a) Les dimensions doivent étre vérifiées et doivent satisfaire aux valeurs spécifiées.
b) Les filtres doivent étre fabriqués conformément aux régles de l’art courantes.

¢) Le marquage doit étre lisible et indélébile.

d) Sauf spécification contraire, les filtres dans des enveloppes métalliques doivent avoir des dis-

positifs pour la mise a la terre de ces enveloppes.
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CHAPTER II: TEST CONDITIONS

1 General

Clauses 4 to 6 give details of measuring methods which permit the electrical characteristics of the
filter to be judged in the “as received” condition.

Clauses 7 to 20 contain details of tests for assessing the ability of the filter to maintain its electrical
characteristics after a certain period of use. Clauses 7 and 8 give details of sealing and storage tests.
Clauses 10 to 20 list mechanical and climatic tests of IEC Publication 68 which are applicable to
filters.

After these tests, and if specified during one or more of the tests, the specimens shall be cagable of
megting the requirements for electrical characteristics.

Annex A gives a schedule for type testing showing all possible tests.
shgll be carried out. It may be used as a check list to draw up the type t&

order to verify whegher all

nber of rejects.
sed in equipment or returned {o bulk

Epheric
y: 45%

e fora

are made at a temperature other than the standard temperature, thelresults
e corrected to the specified temperature. The ambient temperature|during

p. </During measurement, the filters should not be exposed to conditions likely to invalidate the resulls of the
neasurements.

3 YVisual examination and check of dimensions

a) The dimensions shall be checked and shall comply with the specified values.

b) The filters shall show evidence of having been manufactured in accordance with good current
practice.

¢) The marking shall be legible and durable.

d) Unless otherwise specified, filters with metal enclosures shall have earthing facilities for these
enclosures.
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4.1 Méthodes de mesure

4.1.1 Généralités
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Dans le passé, les essais étaient effectués avec des appareils de mesure normalisés classiques.
Depuis peu, des équipements d’essai pour filtre tels que les analyseurs de réseaux ou les voltmeétres
vectoriels ont été mis au point; cela a considérablement simplifié la tache pour les mesures com-

pliquées.

L’impédance du systéme de ces équipements est habituellement égale 4 50 Q ou 75 ; pour cette

raison, il faut tenir compte des conditions d’adaptation du filtre a I’équipement.

4 1 2 AL " R LY » s N 5 ol 20 o
1. LAVICQMIC UC L UJJULULISSCTTICTLL G LTISCTLIUTL

a) Principe de la mesure
|
signal traverse en ligne directe et celui quand le signal passe au travi
(vdir figure 2).

b) Circuit de mesure
Le[montage de mesure est montré a la figure 2. Le signal ra
angalyseur de réseaux est divisé dans un canal de référence et u
de|puissance. Le signal RF du canal de référence
Pahalyseur de réseaux alors que le signal RF du canal d¢
réseaux en transitant par le dispositifd’
cot&iaux RF dont 'impédance nomi
pement.

Cable
signal

d’essai

Transfor-
mateur de

d‘en 1 Filtre en 1 sortie
ssal
/\ :

2
Circuit d’ajustag

e—/‘—-I

LnMontage d’essai

Cable du signal de référence

b quand le
a’ajustage

e RF d’un
séparateur

lyseur de
des cibles

Analyseur de
résegux

Entrée
essai

Entrée
référerjce

Séparateur
de puissance

Sortie
radio-
fréquence

083/89

FIGURE 2. — Mesure de Iaffaiblissement d’insertion, de la phase et du retard de groupe.

Notes 1. — Un voltmétre vectoriel ou tout autre équipement d’essai peut étre utilisé a la place de P’analyseur de réseaux.

2. — Pour éviter des mesures imprécises dues au bruit, il est recommandé de travailler 2 un niveau de puissance

raisonnablement élevé ou d’insérer des amplificateurs dans le dispositif d’essai pour compenser affaiblissement

du filtre.
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4 Transmission characteristics

4.1 Measuring methods
4.1.1 General

In the past, filters have been tested with conventional standard measuring instruments. Recently,
filter test equipment such as network analyzers or vector voltmeters have been developed and this

has simplified previously éomplicated measuring work.

The system impedance of such equipment is usually 50 Q or 75 Q and, therefore, the termination

condition between the filter and the equipment has to be considered.

4.1.2 Ipsertion attenualion reasSarerernt

a) Prindple of measurement
The Insertion attenuation is obtained as a ratio of the signal level meas 1 is fed
through a straight line to that when it is fed through the filter and tyning 2).
b) Meaguring circuit
The measurement set-up is shown in Figure 2. An RF signal fro nalyzer
is spliit into a reference channel and a test channel by m 1 of the
refer¢nce channel is directly fed to the reference port. The sigia he annel is fed to the fest port
of the network analyzer through a test jig. All of thes i ) be made with RF|coaxial
cablds, the nominal impedance of whi, /stem impedance
Network anglyzer
Straight<thro
! ]
Inp \> Output
tra trans-
form ilter former
. \ _ e st 10 ,
5 \/ 5 Test
\ port
| ] ‘
Tuning network —/ _i
27 Testiig
Reference
T-eSt port
signal Reference signal cable
cable - -
Power splitter
RF output

FIGURE 2. — Insertion attenuation, phase, and group delay measurement

Notes 1. — A vector voltmeter or other filter test equipment can be used instead of the network analyzer.

083/89

2. — In order to avoid inaccurate measurements due to noise, it is advisable to work at reasonably high power level or

to insert amplifiers in the test jig to compensate for filter attenuation.
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¢) Dispositif d’essai du filtre
Les impédances aux bornes d’un filtre sont souvent différentes de I’'impédance du systéme d’équipe-
ment. Parfois, il est nécessaire pour les circuits d’ajustage d’éliminer la capacité du TID. Afin que les
conditions de mesure soient clairement exploitables, on s’arrange pour que le circuit des bornes du
filtre soit dissocié en une partie purement résistive et une partie purement réactive. L’adaptation de la
‘partie purement réactive est effectuée i I'aide du circuit d’ajustage, celle de la partie résistive est
effectuée par I'intermédiaire d’un transformateur d’impédance idéal. ’

Les circuits d’ajustage sont réactifs et sont réalisés avec des inductances parall¢les et/ou séries. En
pratique, le transformateur idéal pour la gamme de fréquences des OAS ne peut étre réalisé. Aussi, des
circuits en 7 ou en T avec résistance ou des amplificateurs sont-ils utilisés comme transformateurs
d’impédance. ’

i doit répandre aux exigences suivantes:

e d’équi-

sition 1 de

bosition 2
iBlissement

sont pas,

s caractéristiques de la phase peuvent étre obtenues a partir du déphasage relatif cqnstaté par
comparaison avait et aprés insertion du filtre et des circuits d’ajustage en remplacement de la ligne
difécte, comme indiqué a la figure 2. Cette ligne doit étre aussi courte que possible.

b) Circuit de mesure '

Le circuit de mesure est le méme que celui montré a la figure 2. L’équipement d’essai est placé en mode
«indication de la phase».

Note. — Tlest souhaitable que la longueur électrique du canal de référence puisse &tre ajustée afin de rendre 1a phase de référence
constante indépendante de la fréquence de mesure.

¢) Dispositifs d’essai du filtre
Le dispositif prescrit au point ¢} du paragraphe 4.1.2 est utilisé.
d) Méthode de mesure

Connecter la ligne directe entre les deux transformateurs d’impédance en se plagant sur la position 1
de la figure 2. La lecture a P'indicateur de phase ou a l'oscilloscope de I'analyseur de réseaux donne la
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¢) Filter test jig
Filters often have terminating impedances different from that of the equipment system impedance.
Sometimes, it is necessary for the tuning networks to cancel IDT capacitance. In order to express the
measuring conditions clearly, it is convenient to separate the terminating circuit into pure resistive and
pure reactive parts. The pure reactive part matching is achieved by means of the tuning network. The
resistive part matching is achieved by using an ideal impedance transformer.

The tuning networks are reactive and built with shunt and/or series inductances. In practice, an ideal
transformer for the SAW frequency range cannot be realized. Thus, n- or 7-resistor networks or
amplifiers are used as the impedance transformers.

The test jig shall meet the following requirements:
— th¢ filter and the tuning networks must be replaceable by a straight-throu
— the¢ output of the jig shall be well-shielded from the input.

Wherg the specified terminating impedance is equal to the equipment systers impedance
transformers and tuning networks are not necessary.

d) Measyrement method

Conng icated as
Position 1 in Figure 2. The reading of the magnitude indica ; Jispla etwork
analyr

Disco
relatiy

2. The

e) Calcy

The irici ith th ertion attenuation, when the specified
termi i ver loss

413 H

a) Prindiple Rast:
The phase cha racte tics can be obtained from the relative phase shift before insertion of the fijlter and
the tyining network and after insertion of the filter and tuning network, replacing the straight-through
line in-Figure 2. The line shall be as short as possible.

b) Measuring circuit

The measuring circuit is the same as shown in Figure 2 and the filter test equipment is set to the phase
“indication mode”.

Note. — It is preferred that the electrical length of the reference signal cable be adjusted to keep the reference phase constant
" independent of the measuring frequency.

¢) Filter test jig
The test jig prescribed in Item ¢) of Sub-clause 4.1.2 shall be used.
d) Measuring method

Connect the straight-through line between the impedance transformers at the place indicated as
Position 1 in Figure 2. The reading of the network analyzer phase indicator or the CRT display
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phase de référence. Si la longueur du canal de référence est correctement ajustée, la phase est une

constante indépendante de la fréquence de mesure. .
Déconnecter la ligne directe et insérer le filtre et les circuits d’ajustage sur la position 2 de la figure 2. Le

déphasage relatif constaté par rapport a la phase de référence est le déphasage d’insertion.
4.1.4 Mesure du retard de groupe

a) Principe de la mesure
Le retard de groupe ¢, est calculé avec la formule suivante:

oy ¢ indique la phase (retard) du filtre 4 OAS en radians et w est la fré

En pratique, 7, est déterminé en mesurant le déphasage Ag en telles que

ol Aw/2,

b) Circuit de mesure
Le circuit de mesure est le méme que celui montré-ala
«ipdication du retard de groupe».

¢) Dispositif d’essai du filtre
Le dispositif prescrit au point ¢) du pa

d) Mgthode de mesure

yipemént d’essai est pladé en mode

En principe, le retard de e est calculé tilisantMes formules données ci-dessus, | partir des
ca : . \possible, on I’obtient par lecture directelen plagant
1’ . “ -

4.1.5

a) Pr
I i afit de naitre ¢dance d’un filtre pour mener a bien la construction de circuits
4’y eur i due. L’impédance du filtre (partie réelle et imaginaire),|a la sortie

-dy pédance de charge spécifiée, peut étre mesurée a ’aide d’un pont d’im-
pédance slassique *un impédancemétre vectoriel. L’affaiblissement d’écho peut alors étre calculé a
paftir decet ¢dance. D’autre part, on peut aussi utiliser un analyseur de réseaux ou un voltmétre
vectorie r'mesurer "amplitude et la phase du signal renvoyé a la sortie du filtre ou|du circuit
d’yy portant le filtre. L’'impédance peut étre calculée & partir des résultats dgs mesures

(vpirfigure 3).
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corresponds with the reference phase. If the length of the reference signal cable is set properly, the

~ phase is a constant independent of the frequency.

Disconnect the line and insert the filter and the tuning network in Position 2 shown in Figure 2. The

relative phase shift to the reference phase is the insertion phase shift.

4.1.4 Group delay measurement

a) Principle of measurement
Group delay ¢, is calculated from the following formula:

where ¢ indicates the phase (lag) of the SAW filter in radians, and w is t

In practical measurement, /, is determined by measuring the phase shi
whijch are expressed as w + Aw/2,

& Aw

b) Measuring circuit
Th¢ measuring circuit is the same as that shown_i
the| “group delay indication mode™.
¢) Filter test jig ,
The test jig prescribed in Item ¢) of Sub
d) Mdasurement method
The group delay is funda
abgve-mentioned fo

4.1.5 Return
a) Principle of medsure

ncy.

equencies

I test equipment is set to

using the
bup delay

ancé of a filter in order to carry out tuning network design and
pedance (real and imaginary parts) of the filter, the other end of

a specified terminating impedance, may be measured with either p conven-
vector impedance meter. The return attenuation can then be falculated
pedance of the filter. On the other hand a network analyzer or vector voltmeter Tn also be

e filter or

e tuhing network containing the filter. The impedance can be calculated| from the
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b) Circuit de mesure de l'affaiblissement d’écho

Sépa
de py

¢) Dis}

Pont d’affaiblissement

862-

1 © CEI

d’écho
Analyseur de
réseaux
Cable du
signal d'essai
Connecteur
[ 1 Entrée
! X essai
Filtre
en R
essai
—
! ]
Circuit d'ajustage
Montage d’essai 4 ntrée
éférence
Cable du signal deg’référenc
ateur Sor.tie
issance radio-
fréquence

RL = impédance d

charge spécifige

sl’aﬁ'a' lissement d’écho.

084/89

I’essai pour
forme d’un

qugles mesures sbnt exagtes, 11 est recommandé de falre en sorte que la distance séparani le filtre en

du céble du signal de référence soit ajustee de fa(;on que la phase a zdro degré du
réfliéchindemewre indépéndante de la fréquence de mesure lorsque 'on déconnecte le filtre du dispositif

du systéme

au pont
burte que
nnecteur

du montage d’essai pour présenter les conditions de circuit ouvert, de court-circuit et 'impédance de
référence ainsi que pour emmagasiner les valeurs mesurées destinées a établir la valeur correcte de
I'impédance du filtre.
d) Méthode de mesure
Débrancher le cible du connecteur du montage d’essai. Les lectures de la magnitude et de la phase de
P’analyseur de réseaux sont normalisées comme étant égales au niveau de référence et a la phase.
Lorsque la longueur du cable de référence est proprement ajustée, la lecture de phase peut ére main-
tenue a zéro, indépendamment de la fréquence. L’affaiblissement relatif et le déphasage par rapport au

niveau et a la phase de référence sont I’affaiblissement d’écho pour I'impédance du systéme du pont
d’affaiblissement d’écho.
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b) Return attenuation measuring circuit

Return attenuation

bridge
Network
analyzer
Test signal
cable
“ Connector
r - - ] Test
§ | X port
Filter
under RL
L- test
! '
~ Tuning network
Test jig A Reference
port
Referencessignal cable
RF output

Power splitter

¢) Fi

O

AR, = specified teyminating impedance

etu%ten ion measurement.

er orother filtertest equipment can be used instead of the network analyzer. Some pf lhese types

084/89

aftenuation bridge and the filter under test should be as short 4s possible to

Kis p fe rred. thag theNength f the reference signal cable be adjusted to keep the returned signal phase at zero
of thie measuring frequency when disconnecting the filter from the test jig.

T i all have a connector to connect the filter to and disconnect the filter from|the return

at

as short as
jig connec-

tor presentmg open circuit, short circuit and reference 1mpedance to the connector and storing the
measured values for correction of filter impedance measurement.

d) Measurement method

Disconnect the cable from the test jig connector. The readings of the magnitude and phase of the
network analyzer are normalized to be the reference level and phase. When the length of the reference
cable is adjusted properly, the reading of the phase can be kept at zero degrees independent of the
frequency. The relative attenuation and phase shift to the reference level and phase are the return
attenuation for the system impedance of the return attenuation bridge.
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e) Relation entre I'impédance du filtre et 'affaiblissement d’écho

La réflectance au connecteur du montage d’essai est représentée par ’équation suivante:

r=|r| exp Go)

ou:
r est la réflectance, |r| sa valeur absolue, c’est-a-dire le coefficient de réflexion, et ¢ le déphasage réflectif, en radians

L’impédance du filtre peut étre calculée a I’aide de la formule suivante:

1+r
Z=2z,
1—r

ou:

Zlest 'impédance du filtre et Z, est Pimpédance de I’équipement d’essai du filtre

Lbrsque la mesure est effectuée avec un pont d’impédance classique 3¢cho pour

I'lmpédance de charge spécifiée peut &tre aussi calculé a partip’de Z comme

stit:

- s Z+ Z
affaiblissement d’écho (dB) = 20log | ———
Z— Z
ou:
. est I'impédance de charge spécifiée
it, signaux
mauvaise
ure dans le
e domaine
renant d’un
e dispositif
nal 2 d’'un
ectivement
e dispositif prescrit au point ¢) du paragraphe 4.1.2 est utilisé.
d) Méthode de mesure

La fréquence du générateur de signaux radiofréquence doit étre réglée a la fréquence spécifiée dans
la bande passante. L’image observée sur I’écran de Poscilloscope est semblable a celle montrée a la
figure 5. En fonction du temps, on observe qu’il n’y a pas de retard pour le signal de couplage direct;
le signal principal est en retard d’un temps ¢ et est suivi de ’écho de triple transit aprés un temps 2t¢.
Les niveaux relatifs des signaux par rapport au signal principal représentent la suppression.
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€) Relation between filter impedance and return attenuation
Reflectivity at the jig connector is represented by the following equation:

r=|r| exp (o)

where:

r is the reﬂectiviiy and |r| is its absolute value, i.e. reflection coefficient, and ¢ is the reflective phase shift in radians

The impedance of the filter can be calculated from the following formula:

1+r
Z=2, T

wherd:

Z is the impedance of the filter and Z,, is the impedance of the filter test equiment

?tion for
follows:

When the measurements are made with a conventional impedance bri
the gpecified terminating impedance can also be calculated from t

. Z+ Z
retufn attenuation (dB) = 20log | ——
Z— 7

wherg:

Z, is the specified terminating impedance

4.1.6 Unwanted signal measurement

a) Pringi -
Unwanted signals such a5 TTE, 4 ; i irgd ripple
in the ; c i ' ified by
frequ lirement
using

1 Figdre 4. An RF signal is modulated by a pulse signal from a pulse
d\signal, which is a burst signal, is fed to the filter test jig tlijz

gene ugh an
amplifier. R P'the test jig is amplified again and fed to the channel 2 input of an
osciloscope. \Themodulated signal and the pulse signal are also fed to the channel 1 input and trigger
inpuf o S g/ respectively

¢) Filtel testig
The testjig prescribed in Item ¢} of Sub-clause 4.1, 2 shall be used.

d) MeaSurermentwmetiod
The frequency of the RF signal generator shall be set at a specified frequency within the pass band. The
observation of the CRT display is as shown in Figure 5. The feedthrough signal has no time-lag, the
TTE lags behind the main signal by 2¢. The ¢ is a time- lag for the main signal. The relative levels of the
signals to the main signal represent the suppression of the signals.
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. il

Note. — Pour éviter un élargissement excessif de la bande
Jente sont recommandés.
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Oscﬂ‘;a- Dispo-

teur ce Métan- | |  Amplifi- | sitif | Ampiifi-

sng;r'\aux geur o cateur o d’essai o cateur

radio- du filtre

fréquence “

Canal 1 Oscillo- Canal 2
- scope —
Circuit de “
Générateur déclenchement
d’'impulsions
08389

8, ? signaux d’impulsion 4 montée lentd et a descente

lage

Signal principal

- Temps

Onde de volume ou de

réflexion sur les bords

Temps

2t

U

NETT

FIGURE 5. — Signaux indésirables sur I'oscilloscope.

086/89

Note. — La réponse dans le domaine temporel peut €tre aussi calculée a partir des données obtenues dans le domaine

fréquentiel.
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i Filter

RF signal _ . o . o -
generator =1  Mixer »= Amplifier - test o Amplifier

jig

|
Channel 1‘ Oscillo- AChanneI 2
o scope B
)

Pulse I\ Trigger
generator

5/89

FIGURE 4. — Unwanted si

Noje. — Slow-rise and slow-fall pulse signals are desired in r\to ayoid

66655 broadeniig of the frequency bgndwidth.

Input .
Channel 1 w=— Time

Main signal

Bulk wave or

edge reflection
Output )
Charnnel 2 Time

/ NTTE
t ) 2t
! 086/89
FIGURE 5. — Unwanted signals on an oscilloscope.

Note. — The time domain response can also be computed from frequency domain data.
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4.2 Conditions de mesure

4.2.1

Mesure de I'affaiblissement d’insertion, de la caractéristique de phase et de la caractéristique de
retard de groupe aux impédances de charge spécifies et dans des conditions atmosphériques
normales

. a) Lefiltre doit étre inséré dans le circuit d’essai décrit au paragraphe 4.1.2, avec les impédances de

4.2.2

423

424

charge spécifiées données dans la spécification particuliére correspondante.

b) L’affaiblissement d’insertion, la caractéristique de phase et celle de retard de groupe doivent étre
dans les limites spécifiées dans la spécification particuliére correspondante.

Mesure de l'affaiblissement d’insertion, de la caractéristique de phase et de la caractéristique de
retard de groupe en fonction de la température
a) Le filtre doit &tre inséré dans le circuit d’essai décrit au paragraphe 442, avec R ffailllissement
d’insertion et les caractéristiques de phase mesurés dans la gamme de : gcifiée, au

h) L affaiblissement d’insertion, la caractéristique de phase et ¢élle ¢ ivent étre

Mesure de l'affaiblissement d’écho aux impédances—de~cha 3 g Conditions
latmosphériques normales

a) Le filtre doit étre inséré dans le circuit d’essaj ¢dance de

charge donnée dans la spécificagtion particy

articuliére
correspondante.
a) Le filtre doit étré.insexé d 0 it\dessai dé ¢dance de
charge spécifife :
b) Les signaux in ' ivent g ans les limites spécifiées dans la spécification particuliére
corres‘ dante

la spécifi-

b) entre les-sorties reliées entre elles et la portion métallique du corps.

Ia résistance d’isolement ne doit pas étre inférieure a la valeur spécifiée dans la spgcification

particuliére correspondante.

6 Essai de rigidité di€lectrique

Le filtre doit passer I’essai suivant sans amorgage d’arc, contournement, claquage d’isolation ou
autre dommage.

Une tension alternative de valeur spécifiée doit &tre appliquée pendant une période de 5 s:
a) entre les sorties;

b) entre les sorties reliées entre elles et la partie métallique du corps.
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4.2 Measurement conditions

4.2.1 Measurement of insertion attenuation, phase, and group delay characteristics at specified terminat-
ing impedances and at standard atmospheric conditions

a) The filter shall be inserted in the test circuit of Sub-clause 4.1.2 with the specified terminating
impedance given in the relevant detail specification.

b) Insertion attenuation, phase, and group delay characteristics shall be within the limits stated in
the relevant detail specification.

4.2.2 Measurement of insertion attenuation, phase, and group delay characteristics as a function of
temperature

a)| The filter shall be inserted in the test circuit of Sub-clause 4. 17.2 wit
and phase characteristics measured over the specified temperature p4
drive and with the specified terminating impedance.

muation
level of

b)| Insertion attenuation, phase, and group delay characteristics € gtated in

the relevant detail specification.

4.2.3 Measurement of return attenuation at specified and at standard

atmmospheric conditions
a)| The filter shall be inserted in the test circuit of

e detail

ecifica-

6 Voltage proof
The filter shall pass the following tests without evidence of arcing, flashover, insulation
breakdown or damage.
An alternating voltage of a specified value shall be applied for a period of 5 s between:
a) the terrrﬁnations; )

b) the terminations connected together and the metal portion of the case.
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7 Etanchéité

7.1 Essai A

Les filtres doivent étre soumis a la méthode d’essai 1 de Pessai Qc: Etanchéité des boitiers, fuite
de gaz, de la Publication 68-2-17 de la CEL

Les filtres doivent étre immergés dans un liquide dégazé pendant une période spécifiée.

11 ne doit pas se produire de fuite se¢ manifestant par un dégagement répétitif de bulles issues des
filtres.

Aprés I’essai, les filtres ne doivent pas présenter de dommage visible.

Lorsque cet essai est prescrit par une spécification particuliére, celle-ci doit spécifier les points
bULVAIILS.

— liquide(s) d’essai(s);

— pression d’air;
— durée d’essai.
(Voir Publication 68-2-17 de la CEI, paragraphe 3.7.)

[Note. — Cet essai a seulement un but qualitatif.

7.2 Essai B
Les filtres doivent étre soumis & la méthode d’&ssa 3 ité au gaz
Le taux de fuite ne doit pas\¢ bcification
particuliére.
les points

8 Essaide stockage

Sauf spécification contraire, le filtre doit &tre stocké pendant 2 000 h sans fonctionnement a la
température minimale ou maximale spécifiée de la gamme de températures assignée +3°C. Ala fin
de la période de stockage, avant de faire les mesures finales, le filtre est maintenu dans les conditions
atmosphériques normales d’essai jusqu’a ce que I'équilibre thermique soit atteint.

9 Vieillissement a2 haute température

Le filtre est maintenu a la température de 85 + 3 °C sans fonctionner pendant 30 jours ou pendant
la période spécifiée dans la spécification particuliére correspondante. A la fin de la période d’essai,
avant de faire les mesures finales, le filtre est maintenu dans les conditions atmosphériques
normales d’essai jusqu’a ce que I'équilibre thermique soit atteint.
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